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内容概要

　　为便于广大读者查阅和使用微电路国家标准，我社编辑出版《微电路国家标准汇编》，汇编收入
截至2007年底前发布实施的国家标准，分两卷出版。
本汇编为《微电路国家标准汇编 基础及测试方法卷》，共收集有关国家标准23项。
　　本汇编在使用时应读者注意以下两点：　　1.收入标准的出版年代不尽相同，对于其中的量和单
位不统一之处及各标准格式不一致之处未做改动。
　　2.本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB/T），标准年号用四拉数字表示。
鉴于部分标准是在清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分保留原样。
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